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WC

階段

108 ◎熱分析装置 137 121

◎円二色性分散計

107

141 142

106

143 144

105

104 145 146 125

前室

102

150 127

TEM ◎有機元素分析装置

128

135

階段

　　 東8-302　事務室

研究設備センター　設備配置図 東7-109 ◎電磁環境測定装置（電波暗室）

西8-101 ◎無響室

東4-139 ◎最先端材料特性評価システム

◎超伝導フーリエ変換
NMR(ECA-500）
◎固体対応超伝導フーリ
エ変換NMR(ECZL-500R)

松橋特任助教
三崎特任助教

◎示差走査熱量計

◎X線光電子分析装
置　ESCA

◎高速応答FT-IR 　149

◎フラッシュ法熱物性
測定装置

◎DSC粉末X線同時
測定装置
◎精密構造解析用X
線回折装置

◎絶対PL量子
収率測定装置
◎顕微レーザー
ラマン分光計
◎高速液体クロ
マトグラフィー

暗室

桑原
教授

木村
研究支援
推進員

小林
学術技師

◎超伝導
量子干渉
型磁束計
SQUID

EV

138-1 138-2

101　
◎ショットキー走査型
電子顕微鏡
SEM

◎高磁場多目
的物性測定シス
テムPPMS
◎温度可変ホー
ル測定装置

◎200ｋV熱電子
放出型透過型
電子顕微鏡 
◎200ｋV電界放
出型透過型電
子顕微鏡

◎最先端三次元形状
測定・評価システム

◎ESI - TOF型
質量分析装置

◎MALDI-スパイラル
TOF質量分析装置

◎LCQイオントラップ
型質量分析計

◎HPC型単結晶
回折装置

◎電子線元素状態分
析装置　EPMA

◎波長分散型蛍光X
線分析装置　XRF

東６号館　１階

◎ヘリウム液化
システム

低温分光測定室

桑原研究室

◎マクロフォトルミネッ
センス測定装置

◎電子ス
ピン共鳴
装置　ESR

◎共焦点レーザー走
査型蛍光顕微鏡

桑原研究
室

129-2129-1

玄関
EV


